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Abstrakt: Disertačńı práce se zabývá dvěma nezávislými tématy. V prvńı části jsou

prezentována měřeńı větv́ıćıch poměr̊u a parametr̊u CP narušeńı v rozpadech B0(B±) →

ηcK
0
S(K

±), ηc → pp̄. Konkrétně jde o měřeńı úhlu sin 2φ1: SCP = 0.68+0.38
−0.46 ± 0.13 syst,

a parametru tzv. př́ımého CP narušeńı: ACP = 0.00+0.23
−0.31 ± 0.08 syst. Těchto výsledk̊u

bylo dosaženo na výsledném vzorku dat, 772× 106 BB̄ pár̊u, nabraných japonským expe-

rimentem Belle na e+e− asymetrickém urychlovači KEKB, naladěném na produkci re-

zonance Υ(4S). V druhé části je popsán náš př́ıstup k Monte Carlo (MC) simulaćım

odezvy vrcholového detektoru Belle II (upgrade experimentu Belle) na vysokoenergetické

částice. Vrcholovým detektorem označujeme 2 vrstvy pixelových senzor̊u Depfet (PXD)

a 4 vrstvy křemı́kových oboustranných stripových detektor̊u (SVD). MC simulace, včetně

rekonstrukce částic, byly implementovány do modulárńıho softwarového prostřed́ı ILC (In-

ternational Linear Collider) projektu, a to za účelem optimalizace vrcholového detektoru

Belle II. Z dosažených výsledk̊u zde prezentujeme detailńı studii očekávaného rozložeńı ma-

teriálu v tomto detektoru, optimalizaci konečného designu pixelového detektoru, včetně

studie jeho pracovńı odezvy, a dále studii instalace tzv. dopředných SVD senzor̊u ve vr-

cholovém detektoru a jejich vliv na rozlǐseńı detekčńıho systému. Na závěr uvád́ıme studii

očekávaného rozlǐseńı vrcholového detektoru v tzv. impakt parametru.
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